TECNIQUES D'ANALISIS DE MATERIALS CRISTAL.LINS

C-1 Els raigs-x
Introduccié.
1.1 -Produccié de raigs-x.

1.2 -Linies espectrals.

1.2.1 -Espectres continu i discontinu.

1.2.2 -Llei de Douanne-Hunt.

1.2.3 -Llei de Moseley.

1.3 -Interaccions raigs-x mateéria.

1.3.1 -Efecte fotoelectric i fluorescencia.

1.3.2 -Difusié elastica.

1.3.3 -Altres interaccions raigs-x - materia.

1.3.4 -Absorcié macroscopica. Coeficient d'absorcié. Filtres.

1.4 -Aplicacions practiques de les interaccions raigs-x materia.

1.4.1 -Quadre general de técniques.

C2 Base teorica

2.1 -Matrius i vectors.

2.2 -La funci6é densitat electronica.
La funcié factor d'estructura. Transformacié de Fourier.

2.3 -Xarxa reciproca.

2.4 -Condicions de difraccié. Equacié de Laue. Construccié d'Ewald

C3 Meétodes de monocristall

3.1 -Caracteristiques generals. Classes de Laue. Llei de Friedel.

3.2 -Metodes classics: Rotacié-Oscil.lacié. Weissemberg. Precessio.
Laue.

3.3 -Extincions sistematiques. Determinacié del grup espaial.

3.4 -El difractometre automatic, correccions de Lorentz,

polaritzacio, absorcid.

3.5 -Concepte de determinacié d'estructura cristal.lina.

3.6 -El problema de les fases.

3.7 -Programes de resolucidé i afinament.

3.8 -Programes de dibuix. Observacié estereoscopica

d'estructures.

3.9 -Analisi de resultats.

C4 Metodes de difraccié de pols.

4.1 -Introduccid.

4.2 -Metodes de registre fotografic.

4.3 -Difractometre de pols.

4.4 -Analisis qualitativa. Powder Diffraction File.

4.5 -Analisis quantitativa.
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-Ajust de perfils. El metode de Rietveld.

Fluorescencia de raigs-x
-Introduccié.

-Analisis qualitativa.
-Analisi quantitativa.



